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Méthodes pour accélérer les montés de rendement dans les technologies 
inférieures à 50 nm
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Technologies inférieures à 50nm
Technologies en cours de développement (45nm, 32nm).
Études des propriétés des composants isolés en technologies 45nm et 32nm.

Conception et test de puces test
Conception de puces test permettant de valider le procédé de fabrication 

(45nm & 32nm) en vue de l’application.
Mise en place des programmes de test et de diagnostic pour validation 

silicium.

Opération Mémoire : Méthodes d’Analyses de Défaillances pour 
Circuits Logiques et Mémoires
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